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5.1 Transmissionselektronenmikroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.2 Substrattemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.3 Rasterelektronenmikroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

6 Magnetische Charakterisierung 59
6.1 Ni2MnIn-Schicht auf Silizium Si#2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
6.2 Ni2MnIn-Schicht auf Silizium Si#22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
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